
超高倍率（ｎｍオーダー）の微細観察＆分析にご対応致します！

ＳＴＥＭ / ＥＤＸ，ＴＥＭによるネオジム磁石評価
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ＦＩＢサンプリング→ＳＴＥＭ-ＥＤＸ分析→ＴＥＭ観察（ネオジム磁石）
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こんなことが出来ます!

結晶粒

（ＮＢ５０００） （ＨＤ２３００） （Ｈ９５００）

（ＳＴＥＭ観察像） （粒界付近のＳＴＥＭ-ＥＤＸライン分析結果）

20nm 1nm

（粒界付近のＴＥＭ観察像）（粒界相付近のＴＥＭ観察像）

粒界相、粒界付近の構造が多結晶～アモルファスである事を確認

数ｎｍ幅の粒界にＮｄ、Ｆが偏析している事を確認
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